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O presente estudo consiste na determinacgdo da concentracdo elementar de diferentes tipos de
sais que sdo comumente utilizados como temperos de cozinha. Com o auxilio da técnica PIXE
(Particle-Induced X-ray Emission), foi realizada uma anélise elementar de sais do tipo
refinado, grosso, e do chamado “sal rosa do Himalaia”, um sal minerado de areas proximas da
cordilheira dos Himalaias, frequentemente no Paquistdo, e que possui coloracdo rosada
devido a minerais-traco presentes no sal, como magnésio, potassio e célcio. O objetivo do
estudo é determinar as diferencas nas concentracdes dos elementos presentes nos diferentes
tipos de sais e identificar os elementos trago presentes nos mesmos.

A técnica PIXE possibilita a identificacdo e quantificacdo simultanea de boa parte dos
elementos da tabela periddica (do Na ao U, em geral) com relativa rapidez. Além disso, é uma
técnica ndo destrutiva, ou seja, as amostras irradiadas pelo PIXE podem posteriormente ser
analisadas por outras técnicas complementares. Sua sensibilidade é alta, embora isso dependa
do tipo de amostra que estd sendo investigado. Tipicamente, pode-se dizer que o limite de
deteccdo do PIXE é da ordem de 1-10 ppm para elementos de nimero atdbmico acima de 20.

As amostras de sais foram homogeneizadas e transformadas em pastilhas com o uso de uma
prensa hidrdulica. Posteriormente, elas foram irradiadas com prétons de 2 MeV em um
ambiente de vacuo com pressdo da ordem de 10 mbar. Os raios X provenientes da amostra
foram detectados por um detector de Si(Li) e registrados em espectros de contagens em
funcéo de canais.

Resultados preliminares das medidas, realizadas com sais adquiridos em mercados locais
indicam a presenca de aluminio, silicio, enxofre, potassio, célcio, ferro e bromo, além de cloro
e sodio, em todos os sais, independente do seu tipo, embora as concentracdes de cada
elemento variem de um sal para outro, havendo concentracbes maiores dos elementos traco
nos sais rosa.



